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Vorbemerkung

Der Inhalt dieser Richtlinie ist entstanden unter Be-
achtung der Vorgaben und Empfehlungen der Richt-
linie VDI 1000.

Alle Rechte, insbesondere die des Nachdrucks, der
Fotokopie, der elektronischen Verwendung und der
Ubersetzung, jeweils auszugsweise oder vollstindig,
sind vorbehalten.

Die Nutzung dieser VDI-Richtlinie ist unter Wahrung
des Urheberrechts und unter Beachtung der Lizenz-
bedingungen (www.vdi.de/richtlinien), die in den
VDI-Merkblittern geregelt sind, méglich.

Allen, die ehrenamtlich an der Erarbeitung dieser
VDI-Richtlinie mitgewirkt haben, sei gedankt.

Einleitung

Der Partikelgehalt der Luft ist eine wesentliche Zu-
standsgroBe der Atmosphéire. Die Kenntnis von Art,
Zusammensetzung, Konzentration und GroéBenvertei-
lung der vorkommenden Partikel liefert Informatio-
nen iiber deren Herkunft und mogliche Wirkungen.
Diese Informationen sind wesentliche Voraussetzung
fiir eine Beurteilung der Luftqualitit. Zur Probe-
nahme atmosphirischer Partikel eignen sich sowohl
aktive als auch passive Sammelverfahren. Zur passi-
ven Probenahme in der Auflenluft sind Verfahren mit
Auffanggefien (z.B. Bergerhoff-Methode; siche
VDI 4320 Blatt 2) sowie solche mit Akzeptorflichen
im Einsatz.

Alle Rechte vorbehalten © Verein Deutscher Ingenieure e.V., Diisseldorf 2013
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Preliminary note

The content of this guideline has been developed in
strict accordance with the requirements and recom-
mendations of the guideline VDI 1000.

All rights are reserved, including those of reprinting,
reproduction (photocopying, micro copying), storage
in data processing systems and translation, either of
the full text or of extracts.

The use of this guideline without infringement of copy-
right is permitted subject to the licensing conditions
specified in the VDI Notices (www.vdi.de/richtlinien).

We wish to express our gratitude to all honorary con-
tributors to this guideline.

Introduction

The atmospheric particulate matter concentration is a
key indicator of the quality of the ambient air. The
knowledge of the type, composition, concentration
and size distribution of the particles present in the
ambient air provides information on their sources and
potential impacts. This information is a key prerequi-
site for an assessment of the ambient air quality. Both
active and passive sampling methods lend themselves
to the collection of atmospheric particles. Passive
sampling methods employed for outdoor air sam-
pling applications use either jar collectors (e.g.
Bergerhoff method; see VDI 4320 Part 2) or acceptor
surfaces for particle collection.
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Ein Verfahren mit Akzeptorfliche ist Gegenstand
dieser Richtlinie. Die Abscheidung der Partikel er-
folgt in einem windberuhigten, niederschlagsge-
schiitzten Zylinder auf einer waagerechten Akzeptor-
flaiche nahezu ausschlieBlich durch Sedimentation.
Diese trockene Sedimentation ist ein Bestandteil der
gemidl VDI 4320 Blatt 1 definierten atmosphiiri-
schen Deposition. Die sedimentierten Partikel wer-
den mikroskopisch nach Art und Anzahl bestimmt
sowie eine grofBenfraktionierte Anzahlsedimentati-
onsrate und Massenkonzentration berechnet.

Die Richtlinie VDI 2119 Blatt 4 (Ausgabe August
1997), die dieses Verfahren bereits beschrieb, wird
durch diese Richtlinie ersetzt.

Folgende Weiterentwicklungen gaben den Anlass fiir
eine Aktualisierung und Anpassung dieser Richtlinie
an den Stand der Technik:

* Entwicklung und Erprobung neuer Akzeptorfli-
chen fiir den Einsatz zusitzlicher Analyseverfah-
ren neben der Lichtmikroskopie

* Fortschritte bei der Einzelpartikelanalyse durch
verbesserte  Bildverarbeitungsalgorithmen und
leistungsfihigere Hardwarekomponenten

* Entwicklung und Erprobung neuer Verfahren zur
spezifischen Anfirbung von Partikeln fiir eine er-
weiterte stoffliche Differenzierung

* Berechnung einer groBenfraktionierten Konzent-
ration der Partikelfraktion > 2,5 um

1 Anwendungsbereich
In der vorliegenden Richtlinie werden beschrieben:

a) die passive Probenahme sedimentierender Parti-
kel auf einer Azeptorfliche (Bild 1)

VDI 2119 -3-

The subject of this guideline is a method using an ac-
ceptor surface. Particle deposition occurs almost ex-
clusively by sedimentation on a horizontal acceptor
surface mounted in a cylinder that is protected from
the effects of wind and precipitation. This dry sedi-
mentation is part of the atmospheric deposition as de-
fined in VDI 4320 Part 1. The settled particles are mi-
croscopically identified by type and number followed
by the calculation of a size-fractionated number set-
tling rate and mass concentration.

This guideline supersedes guideline VDI 2119 Part 4
(August 1997 edition) which originally described this
method.

The following further developments have led to the
necessity of revising and updating this guideline to
reflect the state of the art:

* development and application of new acceptor sur-
faces for analysis by additional techniques apart
from optical microscopy

* advances in single particle analysis through im-
proved image processing algorithms and more
powerful hardware components

* development and application of new methods for
the specific staining of particles to allow an ex-
tended particle differentiation

* calculation of a size-fractionated concentration of
the particle fraction > 2,5 pum

1 Scope
This guideline describes:

a) apassive sampling method collecting settling par-
ticles on an acceptor surface (Figure 1)

Bild 1. Passivsammler Sigma-2 im Feldeinsatz

Figure 1. Sigma-2 passive sampler deployed in the field
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b) die anschlieende lichtmikroskopische Analyse
von Partikeln mit einem geometrischen Aquiva-
lentdurchmesser > 2,5 pm

c¢) die Bestimmung einer nach Art und Grof3e diffe-
renzierten Anzahlsedimentationsrate

d) die Berechnung einer grofenfraktionierten Kon-
zentration dieser Partikel

Im Anhang werden die Voraussetzungen fiir eine
nachfolgende chemische und mineralogische Ana-
lyse definiert.

Das beschriebene Verfahren eignet sich nicht zur
Uberwachung von gesetzlichen Grenzwerten.

Alle Rechte vorbehalten © Verein Deutscher Ingenieure e.V., Diisseldorf 2013

b) the subsequent optical microscopy analysis of
particles with a geometric equivalent diameter of
> 2,5 um

c) the determination of a number settling rate differ-
entiated by type and size

d) the calculation of a size-fractionated concentra-
tion of these particles

The prerequisites for a subsequent chemical and min-
eralogical analysis are discussed in the Annex.

The method presented is not suited to monitoring
statutory air quality standards.
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